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Метод дуальных энергий (МДЭ) расширил сферу своего примене-
ния в системах досмотрового контроля и рентгеновской вычислитель-
ной томографии (РВТ) за счёт функции распознавания материалов объ-
ектов контроля (ОК) [1]. Параметром распознавания является эффек-
тивный атомный номер (ЭАН) или функция от него [2].   Содержания 
понятия «ЭАН» зависит от решаемой задачи. Актуальной остаётся зада-
ча совершенствования подходов к оценке ЭАН и уточнения самого по-
нятия применительно к МДЭ. 
ОК характеризуется массовой толщиной (МТ) ρH и ЭАН Zeff. Для материала ОК, состоящего из простого химического вещества с атом-
ным номером Z, соблюдается равенство Zeff=Z. Предлагаемый подход к определению понятия «ЭОН» базируется на предварительном просве-
чивании тестовых объектов (ТО) из фрагментов, изготовленных из про-
стых химических веществ и отличающихся по ρH и Z, определении ка-
либровочных функций и дальнейшем решении систем уравнений отно-
сительно эффективных МТ и ЭАН материала ТО. Алгоритм легко адап-
тируется для систем досмотрового контроля и систем РВТ, использую-
щих МДЭ для распознавания материалов ОК и их фрагментов. Анализ 
расчётов ЭАН для двухслойных ОК из C и Al подтверждает коррект-
ность полученного определения. 
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